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元素分析機能付走査電子顕微鏡

　　　　　

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
分析機能付走査電子顕微鏡は走査電子顕微鏡

本体（SEM）にエネルギー分散型Ｘ線分析装置
（EDX）を組み込んだシステムで、物質の表面形
態観察と組成分析を行うことができます。その
外観を図１に示します。

走査電子顕微鏡走査電子顕微鏡走査電子顕微鏡走査電子顕微鏡走査電子顕微鏡
走査電子顕微鏡の概要を表１に示します。本

装置は加速電圧30kVで 3.5nmの分解能を持ち、
試料ステージはX,Yを含む４軸のモータードラ
イブ機構を備えており、すべての操作はデジタ
ル制御で行われます。操作系はWindowsNTで動
作し、一切のボリュームやスイッチ操作が不要
です。テーブル上には観察用モニターとマウ
ス、キーボードが配置されています。デジタル
スキャン回路等の採用で高精細な画像が得られ
るとともに、画像データは一般のアプリケー
ションソフトで読込が可能です。
電子線の照射によって試料中から発生した二

次電子線、Ｘ線など、さまざまな特性の信号を
それぞれの検出器（二次電子、反射電子、EDXな
ど）によって検出します。二次電子および反射
電子検出器は試料の形態観察用に、またＸ線は
EDX検出器を通すことによって組成分析用に利
用します。
なお、これらはすべて真空中で行われ、観察

試料は電気的導通が必要になります。

電子像電子像電子像電子像電子像
鏡体は二次電子検出器と反射電子検出器を装

備し、二次電子で試料の形態像を、また反射電
子で試料の凹凸と組成像を観察します。
図２に一例として、ラピッド・プロトタイピ

ングで成形した銅系粉末成形品断面の二次電子
像を示します。写真下部には撮影条件などが写
し込まれます。
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ＲＰ成形品（銅系粉末）

図４　定性・定量分析結果　

エネルギー分散型Ｘ線分析装置エネルギー分散型Ｘ線分析装置エネルギー分散型Ｘ線分析装置エネルギー分散型Ｘ線分析装置エネルギー分散型Ｘ線分析装置
本装置は表２に示すように、Ｂ（ボロン）か

らＵ（ウラン）まで測定可能な検出器を有して
おり、各元素の定性・定量分析が可能です。ま
た、面分析（マッピング）、線分析機能が標準で
装備されているとともに、電子顕微鏡のモー
ターステージ・コントロールが分析ソフトウェ
アからでも操作可能です。操作系は信頼性の高
いPC ワークステーションを標準装備していま
す。OSは WindowsNT（日本語版）を搭載し、コ
ンピュータネットワークによるリモート端末か
らの利用が可能です。

定性分析定性分析定性分析定性分析定性分析（（（（（ZAFZAFZAFZAFZAF プログラム）プログラム）プログラム）プログラム）プログラム）
試料に含まれている元素が検出できます。プ

ログラムにはオートピークサーチ法、カーソル
法、エレメント法の３つの方法があります。い
ずれも、Ｘ線スペクトル取り込み中でも定性分
析が可能です。
図３は図２に示す試料の分析画面です。

定性定性定性定性定性・・・・・定量分析定量分析定量分析定量分析定量分析（（（（（iDXiDXiDXiDXiDX プログラム）プログラム）プログラム）プログラム）プログラム）
SEMの観察像をEDXに取り込み、定性分析を行

います。スペクトラム（Ｘ線データ）が取り込
めたら、同定した全ての元素の割合を100％と
して、定量分析が行えます。
図４は図２に示す試料の分析結果です。

マッピングマッピングマッピングマッピングマッピング（（（（（iDXiDXiDXiDXiDX プログラム）プログラム）プログラム）プログラム）プログラム）
本プログラムはSEM像および最大15元素まで

のＸ線像（マッピング像）を取り込み、表示す
ることができます。
図５は図２に示す試料の分析結果です。画面

はSEM像とCu、Ni、Snの３元素の分布状態を表
示しています。
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